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  本刊中 包含“双参考信号脉冲调制

（PLD-PMTR）”的 相关文章 
本文作者相关文章 

· 武金玲  
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一种应用PLD-PMTR技术的荧光光纤温度计 
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摘要  通过对光纤荧光温度传感器中影响系统准确度的荧光寿命检测技术的研究，利用双参考信号、脉冲调制激
励光源的锁相检测技术对荧光光纤温度传感器的荧光寿命进行检测，推导出测量荧光寿命的数学模型.给出了应用
该技术的温度测量方案及实验结果，该方法具有高的信噪比且对激励光泄露有很强的抑制作用.系统的输出信号可
以准确地进行长距离传输且很容易与计算机接口.实验表明，该方法是有效和实用的，达到了系统要求. 
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